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CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

Simposio de

2004

; "NAM|I
/T Octubre 25, 26 y 27, Santiago de Querétaro, Qro.

Una década trabajando para el fortalecimiento metrologico de México

Objetivos

Primera Convocatoria

Dirigido a

= Contribuir a que se reconozca y desarrolle la Metrologia como una disciplina relevante para

la industria, el comercio, la ciencia y la técnica.

= Fomentar la comunicacion y colaboracidn en Metrologia.

= Difundir los conocimientos y experiencias generados en el CENAM, laboratorios de
calibracion, laboratorios de pruebas, industria, instituciones de investigacion, desarrollo

tecnoldgico y normalizacion.

= Contribuir a fortalecer una cultura de mediciones en el pais.

= Estrechar vinculos entre los miembros de la comunidad metroldgica.

Temas:

= Personal de la industria involucrado en mediciones.
= Personal de laboratorios de calibracién y pruebas.
= Fabricantes, distribuidores y usuarios de equipo de medicion.

= Auditores de calidad.
= Gerentes y técnicos en calidad.
= Evaluadores de laboratorios.

= Profesores, investigadores y estudiantes involucrados con la metrologia.

Metrologia Industrial y Legal

+ Métodos relacionados con medicion.
+ Instrumentos y sistemas de medicion.
+ Trazabilidad.

+ Estimacion de incertidumbres en mediciones.

+ Validacion de métodos.

+ Acreditacion de laboratorios de calibracién y
pruebas.

+ Comparaciones entre laboratorios.

+ Aplicaciones de materiales de referencia.
+ Mediciones ambientales.

+ Evaluacion de la conformidad.

+ Normalizacion.

= Metrologia Cientifica

+

+

Patrones primarios y sistemas de
medicién de alta exactitud.

Nuevos métodos de medicion.
Nuevos patrones de medicion.

Metrologia de métodos primarios en
mediciones analiticas.

Comparaciones internacionales y
acuerdos de reconocimiento mutuo.
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Formas de participacion

Asistente
= Ponente
* Patrocinador

Formas de ponencia

= Oral
= Cartel

Ponencia

Fecha limite para recepcion de resimenes: 31 de marzo de 2004
Recepcion de trabajos en extenso: 18 de junio de 2004

La aceptacion de los trabajos estara sujeta a la evaluacion del Comité Técnico

Resumen:

= Numero de palabras: Entre 100y 200

= Tamano de hoja: Carta (21,5 x 28,0 cm)

= Fuente: Arial, 12 puntos, con lineas a un solo espacio

» Titulo: MayUsculas seguido por una linea blanca y en seguida los nombres de
los autores y su afiliacion, todos centrados en la parte superior de la pagina

Cuotas de recuperacion

= Ponentesy asistentes: $3,950.00 mas I.V.A.
Incluye memorias y constancia de asistencia, 3 comidas, 1 cena, servicio de cafeteria.

= Patrocinadores: $ 20,000.00 por espacio para exhibicion de equipo o,

$ 8,000.00 por espacio para exhibicién de un pdster comercial.

Incluye la asistencia de una persona al Simposio, memorias, 3 comidas, 1 cena,
servicio de cafeteria y la inclusion del logotipo de su empresa en los medios de
difusién del Simposio.

$ 2,000.00 mas I.V.A. por persona adicional (hasta dos adicionales).

= Estudiantes con credencial vigente: $1,500.00 mas I.V.A.
Incluye asistencia al simposio, memorias, 3 comidas, 1 cena, servicio de cafeteria.

= Cuotas validas hasta el 31 de julio de 2004

Informacion adicional / Comité Organizador

= Erika Montaiio Suarez:
Teléfono: (442) 2110500 al 04, ext. 3013
Directo: (442)2110583
Correo electronico: simposio@cenam.mx
Fax: (442) 211 0500 al 04, ext. 3012

= Coordinador: Roberto Arias Romero
Teléfono: (442)2110571
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PRE-REGISTRO SIMPOSIO DE METROLOGIA 2004

Para enviar a:

Erika Montafio Suarez
Comité Organizador Simposio

Tel. +52 (442) 2110500 al 04, ext. 3013
Dcto: +52 (442) 2110583
Fax: +52 (442) 2110500 al 04, ext. 3012

Correo electronico: simposio@cenam.mx

Me interesa participar como:

[0 Asistente

[ 1 Ponente
O Presentacion Oral
O Cartel
Topico:
Clasificaciéon No. |:|

Para el no. de clasificacion, consultar formato anexo en pag. 4
Anexar en su caso resumen de su ponencia (oral o cartel)

[] Patrocinador

O Con espacio para exhibicion
O Con espacio para Poster

Mis datos son:

Nombre:

Organizacion:

Domicilio:

Teléfono y fax:

Correo electronico:

Sera informado con oportunidad de las fechas y modalidades para formalizar su participacion.
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LISTADO DE DISCIPLINAS

1) Mediciones Electromagnéticas
a) Mediciones en corriente continua
b) Mediciones en baja frecuencia
¢) Mediciones en radiofrecuencia y microondas
d) Mediciones magnéticas

2) Tiempo y Frecuencia

3) Temperatura y Humedad
a) Termometria de contacto
b) Pirometria
¢) Humedad
d) Conductividad y transferencia de calor

4) Optica y Radiometria
a) Radiometria de detectores y fuentes
b) Fotometria
c) Caracterizacion oOptica de materiales:
espectrofotometria, color, polarimetria, etc.
d) Fibras dpticas y optoelectronica
e) Métodos holograficos

5) Radiacion lonizante

6) Acustica y vibraciones
a) Acustica
b) Vibraciones

7) Mediciones dimensionales
a) Patrones primarios e interferometria
b) Longitud y forma:
bloques patrdn, redondez, angulo, etc.
c) Maquinas de coordenadas
d) Rugosidad

8) Fuerza y Presion
a) Fuerza y par torsional
b) Presion y vacio
c) Dureza y tenacidad

9) Masa y densidad
a) Masa
b) Densidad

10) Flujo y Volumen
a) Flujo de liquidos
b) Flujo de gas
c) Grandes volimenes
d) Pequefios volimenes

11) Viscosidad y Reologia

12) Metrologia en quimica
a) Métodos primarios
b) Metrologia de gases
¢) Medicién de pureza

13) Materiales de referencia
a) Disoluciones
b) Matriz simple
c) Matriz compleja
d) Desarrollo de materiales de referencia

14) Aplicaciones de materiales de referencia
a) Alimentos
b) Sistemas bioldgicos y medicina
c) Medio ambiente
d) Geoquimica y minerales
e) Materias primas
f) Metalmecanica
g) Mezclas de gases
h) Minera
i) Clinicos
j) Sector agricola
15) Incertidumbre de la medicion
16) Control estadistico de procesos
17) Validacion de métodos
18) Sistemas de calidad
19) Normalizacion

20) Acreditacion

21) Comparaciones entre laboratorios y
pruebas de aptitud

22) Automatizacion de sistemas de medicion
23) Procesamiento de imagenes

24) Metrologia legal y aprobacion de modelo de
instrumentos de medicion

25) Educacion en metrologia

26) Temas generales de metrologia
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